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Przedmiotem wynalazku jest miernik, przezna¬
czony do pomiarów grubości pokryć niemagne-
' tycznyeh, takich jak lakiery, emalie lub metale
nałożone ogniowo lub elektrolitycznie (cyna, cynk
chrom, miedź itd.) na przedmiotach z materiałów
ferromagnetycznych (stal, staliwo, żeliwo).
Pomiary mogą być wykonywane zarówno na

powierzchniach płaskich, jak obłych i wklęsłych
(powierzchnie kuliste, walcowe itd.).

Zakres pomiarowy wynosi od 0 do 200 ^ i po¬
dzielony jest na cztery podzakresy: 0 — 6^, 6 —
20 ,", 20 — 100 ^ i 100 —200 A*. Mierzoną grubość
odczytuje się na wskaźniku. Miernik składa się
z sondy -pomiarowej i układu elektrycznego.
Przykład wykonania wynalazku przedstawiono
na rysunku, przyczym fig. 1 przedstawia sondę
pomiarową, fig. 2 zaś — elektryczny układ pomia¬
rowy. Sonda pomiarowa posiada dwie kolumny

♦Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wy¬
nalazku jest inż. Adam Stryk.

zakończone na jednym końcu półkolisto, połączo¬
ne jarzmem, stanowiące łącznie rdzeń miniatu¬
rowego transformatora, o kształcie magnesu pod-
kowiastego. Część obwodu magnetycznego stano¬
wi podłoże badanego przedmiotu.

Uzwojenie pierwotne (na jednej kolumnie) za-
siLane jest prądem zmiennym, uzwojenie wtórne
(na drugiej kolumnie) w którym indukuje się na^
pięcie zależne od grubości pokrycia, stanowiące¬
go niemagnetyczną przerwę w obwodzie sondy
jest połączone z wejściem elektrycznego układu
pomiarowego.

Elektryczny układ pomiarowy jest miernikiem
przyrostów napięcia zmiennego w stosunku do
dowolnie obranego poziomu, przy czym wielkość
przyrostu, powodująca pełne wychylenie wskaź¬
nika, może być zmieniana. Przez regulację po¬
ziomu napięcia odniesienia oraz wielkości przyro¬
stu powodującego pełne wychylenie, dokonywa
się skalowania początku i końca mierzonego za¬
kresu.



Układ elektryczny (fig. 2) składa się z dwóch
identycznych wzmacniaczy napięciowych, zakoń¬
czonych wtórnikami katodowymi. Jeden ze
wzmacniaczy wzmacnia napięcie sondy, drugi na¬
pięcie kompensujące, regulowane co do wielkości
(regulacja początku zakresu); różnicę tych napięć
po wzmocnieniu i wyprostowaniu wskazuje przy¬
rząd magnetoelektryczny (wskaźnik).
Niżej podano przebieg przykładowego pomiaru

grubości pokrycia niemagnetycznego w zakresie
pomiarowym 20^ — 100^ <na serii przedmiotów
z jednakowego mateiralu.
Aby posłużyć się posiadaną (dla każdego za¬

kresu pomiarowego) krzywą cechowania, prze¬
prowadza się przed właściwym pomiarem skalo¬
wanie wskazań dla granicznych grubości zakre¬

su: 20ii i 100^. "W tym celu ustawia się sondę na
przedmiocie bez pokrycia poprzez folie niema¬
gnetyczne o grubości 20^ i 100^, przy czym od¬
powiednio reguluje się wskazania na 0 i maksi¬
mum wskazania przyrządu. Pomiar właściwy po¬
lega na odczycie wskazania przyrządu.

Zastrzeżenia patentowe

1. Mieimik grubości pokryć niemagnetycznych
na podłożu magnetycznym, znamienny tym, że
składa się z elektrycznego układu pomiarowego,

utworzonego z dwóch wzmacniaczy prądu zmien¬
nego, zaopatrzonych we wtórniki katodowe, sta¬
nowiące końcowe stopnie wzmacniaczy i wypo¬
sażonego w przyrząd pomiarowy do pomiaru róż¬
nicy napięć wyjściowych obu wzmacniaczy, oraz
sondy (magnetycznej w kształcie .podkowy, utwo¬
rzonej z dwu kolumn zakończonych półkolisto
i połączonych za pomocą jarzma, przy czym na
obu kolumnach sondy znajdują się uzwojenia, na
jednej napięciowe, połączone z układem pomia¬
rowym, na drugiej zaś prądowe, zasilane ze źró¬
dła prądu zmiennego stałej amplitudzie niezależ¬
nej od zmian oporu magnetycznego sondy.
2. Miernik według zastrz. 1, znamienny tym, że

uzwojenie napięciowe sondy jest przyłączone do
jednego ze wzmacniaczy układu pomiarowego,
drugi zaś wzmacniacz jest przyłączony do źródła
regulowanego napięcia kompensującego, przy
czym miernik różnicy napięć wyjściowych obu
wzmacniaczy jest zaopatrzony w układ prostow¬
nikowy, prostujący różnicowe napięcie zmienne,
oraz układ (bocznikowy, pozwalający na dowol¬
ne rozszerzenie zakresu pomiarowego.
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